
Reverse Engineering 이용하여 Multilayer에서
특정 Layer 물질의 광학 상수 구하기
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Layer 2의 물질 이름 생성

광학 상수를 구할 Material 생성

Cauchy 선택

코팅 구조

Layer 1 : 물질 Data 유

Layer 2 : 물질 Data 무 ( 물질 data를 모름 )

Layer 3 : 물질 Data 유

File > Save as “rematnk” 이름으로 저장



디지크라식 CopyrightⓒAll Rights reserved . http://www.thinfilm.co.kr

등록확인

Design File 생성 ( retest1.dds )

측정된 목표 Data File 준비 ( retest1.csv )
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Reverse Engineer 생성
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R 또는 T data 선택

Column 속성 부여
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측정 data를 추가 적용 하려면

모든 것을 마치면 “ Finish “ 클릭
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Design 파일과 측정된 Data의 그래프가 보임

Layer 2에 관련된 모든 Action을 Adjust 변경
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Adjust 실행

Adjust 완료

측정돤 Data로 Adjust된 설계 완성
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파일 저장 testad.dds

testas.dds 파일 열기

새로운 이름의
rematnk(RE 1) 
물질 생성
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새로운 Material로 저장됨


